
Сведения о загрузке оборудования РЦКП в 2023 г. 

№ п/п Прибор Количество часов работы прибора для внешних 
пользователей* 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 Дифрактометр рентгеновский 
SmartLab Se Rigaku 

50 50 100 100 

2 Инфракрасный Фурье-
спектрометр VERTEX 80v 
(Bruker) 

0 100 100 100 

3 Масс-спектрометр 
времяпролетный вторично-
ионный TOF.SIMS.5 (ION-TOF) 

0 50 50 50 

4 Рентгеновский 
монокристальный 
дифрактометр с 
двухкоординатным CCD 
детектором. Oxford diffraction 
- Gemini R 

0 0 50 50 

5 Рентгеновский 
фотоэлектронный 
спектрометр Kratos AXIS Ultra 
DLD 

50 100 100 100 

6 Сканирующий зондовый 
микроскоп OMICRON VT AFM 
XA 

0 50 50 50 

7 Сканирующий электронный 
микроскоп с фокусированным 
ионным пучком VERSA 3D 
HighVac (FEI) 

50 50 100 50 

8 Установка оптической 
литографии в технологически 
чистом помещении ИФТТ РАН 
MJB-4 Base Station (SUSS) 

0 100 100 100 

9 Установка плазмохимического 
травления и осаждения 
PlasmaLab System 100 (Oxford 
Plasma Technology) 

0 100 100 100 

10 Сканирующий электронный 
микроскоп высокого 
разрешения с системой 
микроанализа Supra 50VP, 
система микроанализа INCA 
Energy (Oxford) 

0 50 50 100 

 

*Таблица содержит предварительные данные на основании заявок сотрудников ИФТТ 
РАН и внешних пользователей. Для уточнения возможности проведения исследований 
просьба обратиться по указанным на сайте контактам. 
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